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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月12日(2013.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　また、一対の光学基板２の対向する面の重心を結んだ線に垂直な面と可動基板２2の固
定基板２1と対向する面とがなす第１の角度θ及び第２の角度φについては、既知の値で
ある可動基板２2の対向する面の重心Ｇ2から第１～第４静電容量センサ３1，３2，３3，
３4の電極３12，３22，３32，３42の中心までの可動基板２2の対向する面上における距離
ｒ31，ｒ32，ｒ33，ｒ34を用いて、以下の式が成り立つ。
　　　ｓｉｎθ＝（ｘ3－ｘ1）／（ｒ31＋ｒ33）
　　　ｓｉｎφ＝（ｘ4－ｘ2）／（ｒ32＋ｒ34）
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　なお、第１～第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4のそれぞれに対する指令値ｘc1，ｘc2

，ｘc3，ｘc4については、既知の値である第１～第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4の中
心までの可動基板２2の対向する面上における距離ｒ41，ｒ42，ｒ43，ｒ44を用いて、以
下の式が成り立つ。
　　　ｘc1＝ｘｃ－ｒ41ｓｉｎθｃ
　　　ｘc2＝ｘｃ－ｒ42ｓｉｎφｃ
　　　ｘc3＝ｘｃ＋ｒ43ｓｉｎθｃ
　　　ｘc4＝ｘｃ＋ｒ44ｓｉｎφｃ
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
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　また、本実施例においては、
　　　ｒ41＝ｒ42＝ｒ43＝ｒ44＝ｒ
であり、第１の角度についての指令値θｃ及び第２の角度についての指令値φｃはいずれ
も十分に小さいため、第１～第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4のそれぞれに対する指令
値ｘc1，ｘc2，ｘc3，ｘc4は、以下の式により求められる。
　　　ｘc1＝ｘｃ－ｒθｃ
　　　ｘc2＝ｘｃ－ｒφｃ
　　　ｘc3＝ｘｃ＋ｒθｃ
　　　ｘc4＝ｘｃ＋ｒφｃ
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　このとき、本実施例の可変光学素子では、指令値変換部５5は、光学基板の撓みを補正
する制御を行う。即ち、指令値変換部５5おいて、センサ出力変換部５2で算出した第１静
電容量センサ３1の配置位置における光学基板の面間隔ｘ1と第２静電容量センサ３2の配
置位置における光学基板の面間隔ｘ2との差分値Δ（＝｜ｘ2－ｘ1｜）を用いて、第１～
第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4のそれぞれに対する指令値ｘc1，ｘc2，ｘc3，ｘc4は
、次の式ｘc1’，ｘc2’，ｘc3’，ｘc4’のように補正される。
　　　ｘc1’＝ｘｃ－ｒθｃ－（Δ／２）
　　　ｘc2’＝ｘｃ－ｒφｃ＋（Δ／２）
　　　ｘc3’＝ｘｃ＋ｒθｃ－（Δ／２）
　　　ｘc4’＝ｘｃ＋ｒφｃ＋（Δ／２）
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　なお、第１～第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4のそれぞれに対する指令値ｘc1，ｘc2

，ｘc3，ｘc4については、既知の値である第１～第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4の中
心までの可動基板２2の対向する面上における距離ｒ41，ｒ42，ｒ43，ｒ44を用いて、以
下の式が成り立つ。
　　　ｘc1＝ｘｃ－ｒ41ｓｉｎθｃ
　　　ｘc2＝ｘｃ－ｒ42ｓｉｎφｃ
　　　ｘc3＝ｘｃ＋ｒ43ｓｉｎθｃ
　　　ｘc4＝ｘｃ＋ｒ44ｓｉｎφｃ
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　また、実施例２においても、
　　　ｒ41＝ｒ42＝ｒ43＝ｒ44＝ｒ
であり、第１の角度についての指令値θｃ及び第２の角度についての指令値φｃはいずれ
も十分に小さいため、第１～第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4のそれぞれに対する指令
値ｘc1，ｘc2，ｘc3，ｘc4は、以下の式により求められる。
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　　　ｘc1＝ｘｃ－ｒθｃ
　　　ｘc2＝ｘｃ－ｒφｃ
　　　ｘc3＝ｘｃ＋ｒθｃ
　　　ｘc4＝ｘｃ＋ｒφｃ
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　このとき、実施例２の可変光学素子では、指令値変換部５5は、光学基板の撓みを補正
する制御を行う。即ち、指令値変換部５5おいて、センサ出力変換部５2で算出した第１静
電容量センサ３1の配置位置における光学基板の面間隔ｘ1と第３静電容量センサ３3の配
置位置における光学基板の面間隔ｘ3の平均と第２静電容量センサ３2の配置位置における
光学基板の面間隔ｘ2と第４静電容量センサ３4の配置位置における光学基板の面間隔ｘ4

の平均との差分値Δ’（＝｜（ｘ1＋ｘ3）／２－（ｘ2＋ｘ4）／２｜）を用いて、第１～
第４ピエゾ素子４1，４2，４3，４4のそれぞれに対する指令値ｘc1，ｘc2，ｘc3，ｘc4は
、次の式ｘc1”，ｘc2”，ｘc3”，ｘc4”のように補正される。
　　　ｘc1”＝ｘｃ－ｒθｃ－（Δ’／２）
　　　ｘc2”＝ｘｃ－ｒφｃ＋（Δ’／２）
　　　ｘc3”＝ｘｃ＋ｒθｃ－（Δ’／２）
　　　ｘc4”＝ｘｃ＋ｒφｃ＋（Δ’／２）
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